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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS A DIELECTRIQUE EN CERAMIQUE DU TYPE 1

PREAMBULE

1) Lesdécisions ou accords officiels de la CE I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) {Jes decisions constituent des recommandations internationalces et sont agreees commie telles par lew ¢és nationaux.

les\Comii¢s nationaux ne
damer]tate de ces régles

3) I
n
14
4 ( arfnoniser les régles

nationales de normalisation avec ces recommandations dans la megdre aditi permettent, Les
[¢

Condensateurs
et ré

révision de la
pren|

963. A la suite
de ¢ onaux suivant

la R

& explicitement en faveur de la publication:

Japon

Pays-Bas
Roumanie
Suede

Suisse
Danemark Tchécoslovaquie
Etats-Unis d’Amérique Turquie
Finlande Yougoslavie
France

Cette recommandation doit étre utilisée conjointement avec d’autres publications de la CEI,
notamment:

Publication 63: Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

Publication 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique applicables aux matériels
¢lectroniques et a leurs composants.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CERAMIC DIELECTRIC CAPACITORS TYPE 1

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the 1 E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with. RN

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the les in that

sense.

3) In order 1>ing as
yet no naf igTor these
rules in s

4) The desir el ngh an endeavour to Harmonize
national: National
Committd

This Recommendation has been prepared b ica nmi . ifors and

Resistors f]

It was D8.

A dral result of
this latter the Six
Months’ R

The f( avour of publication:

Netherlands
Romania
South Africa
4 Sweden
Switzerland
Turkey
United States of America
Eronee Yugoslavia

This Recommendation should be used in conjunction with other I E C Publications, such as:

Publication 63: Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.

Publication 68: Basic Environmental Testing Procedures for Electronic Components and Electronic
Equipment.
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CONDENSATEURS A DIELECTRIQUE EN CERAMIQUE DU TYPE 1

3.2

3.3

34

SECTION UN — GENERALITES

Domaine d&’application

La présente recommandation est applicable aux condensateurs a diélectrique céramique

N

du Type 1 destinés
électroniques utilisant des techniques similaires, & I’exclusion des condensateurs d

a 8tre utilisés dans le matériel de télécommunication et dans les matériels

ont le courant

de fréquence radioélectrique admissible dépasse 1A ou de puissance réactive supérieure a 200 var.

Objet

a leurs composants.

Terminologie

Condensateur du Type 1

D est un condensateur co

t aux circuits de couplage et de découplage ou aux circuits discriminateur

écaniques et
ations pour
ur aptitude a
CEI: Essais
ectroniques et

nhvenant spéci-

et aux autres applications ou dd faibles pertes

de coefficient
e température
e température

¢ température
¢ de capacité.

Pur convenant
de fréquences

1 1 1 FaBLA B | " - 1 h S A | o 12,
pourtfesquetsde farbles pertesctune gramde stabiité decapacttene—sontpas—-mmpor

Capacité nominale

ance majeure.

'

La capacité nominale d’un condensateur céramique est la valeur qui est indiquée sur le

condensateur.

Tension nominale (Ug)

La tension nominale est la valeur maximale acceptable de la tension continue ou de la somme

de la tension continue et de la valeur de créte de la tension alternative ou en forme d’impulsion,
pour laquelle le condensateur est congu de fagon a fonctionner continuellement & la température
maximale de catégorie.
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33

34

CERAMIC DIELECTRIC CAPACITORS TYPE 1

SECTION ONE — GENERAL

Scope

This Recommendation relates to fixed ceramic dielectric capacitors Type 1, intended for use in
equipment for telecommunication and in electronic devices employing similar techniques, but
excluding capacitors for a radio-frequency current exceeding 1A or for a reactive power
exceeding 200 var.

QObject

d climatic
properties of capacitors, to describe test methods and to give rgcox i ;itandard
limensions and classification into categories according to theit i itions as
gpecified in I E C Publication 68, Basic Environmental Testing s s ic Compo-

nents and Electronic Equipment.

r

[erminology

['ype 1 capacitor

A Type 1 ceramic dielectric r resonant

apacitance
hire essential.
Type 1A: Pmperature
tial.
Type Emperature

icients are

Ticient and

d coupling
of capaci-

tance are not’of major importance.

Rated capacitance

The rated capacitance of a ceramic capacitor is the value which is indicated upon it.

Rated voltage (U, )

The rated voltage is the maximum permissible value of the d.c. voltage or of the sum of
the d.c. voltage and the peak alternating or pulse voltage for which the capacitor is designed to
operate at the maximum category temperature.
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3.5

3.6

3.7

3.8

39

3.10

3.11

3.12

- S

La valeur maximale de la tension alternative ne devrait pas excéder la valeur déterminée a
partir de la puissance réactive admissible.

Tension de catégorie (U_)
La tension de catégorie U est la tension qui peut étre appliquée a un condensateur en fonc-
tionnement a sa température maximale de catégorie.

Note. — Les condensateurs en céramique Type 1 doivent supporter la tension nominale 3 toute température comprise
a l'intérieur de la plage nominale de température, de sorte que pour ce condensateur particulier la tension
de catégorie est égale a la tension nominale.

Plage nominale de température

La plage nominale de température est la plage des températures ambiantes pour laquelle
le condensateur est construit pour un fonctionnement continu; elle co/rr%oud aux limites de

4 14 £ "] ’y M
CCHTPCTatuItS AT S CatUZOTICT

Tangente de I’angle de pertes

condensa-
ion sinusoidale

La tangente de I'angle de pertes (tg 3) est le rapport de la
teur a Ia puissance réactive fournie par ce dernier lorsqu’og
d’une fréquence déterminée.

lus chaud de

s froid de sa

Note. — Les sortie

es techniques,
ricant.

Notes 1. fluence sensible

t et fabricant.

Essais de

Les essais de type d'un produit sont constitues par I'ensemble des essais a eifectuer sur un
nombre de spécimens représentatifs du type, dans le but de déterminer si un fabricant particulier
peut étre considéré comme capable de fabriquer des produits satisfaisant a la spécification.

Approbation de type *

L’approbation de type est la décision prise par 'autorité compétente (le client ou son représen-
tant) suivant laquelle un fabricant donné peut étre considéré comme capable de produire en
quantités raisonnables le type conforme a la spécification correspondante.

* Cette recommandation ne concernant que les essais de type, ces définitions ne sont données qu’a titre d’information,


https://iecnorm.com/api/?name=c2b8bf6d14637126346f543f0aec1be7

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

_9__

The maximum value of the a.c. voltage should not exceed the value determined by the
permissible reactive power.

Category voltage (U.)

The category voltage (Ug) is the voltage which may be applied to a capacitor in use at its
upper category temperature.

Note. — Ceramic capacitors Type 1 must withstand the rated voltage at any temperature within the rated temperature
range, so that for this particular type of capacitor the category voltage is equal to the rated voltage.

Category temperature range

The category temperature range is the range of ambient temperatures for which the capacitor
is designed for continuous operation.

~

ngent of the loss angle

The maximum temperature of a capacitor is th¢ tenipy Q he hottest point of ifs external
syrface.

Npte. — The terminations are considered

5 external

Type

nd falling ‘Wwithit

cchniques

I~

=z

Tlypé. test

The type test of a product is the complete series of tests to be carried out on a number of speci-
mens representative of the type, with the object of determining whether a particular manufacturer
can be considered to be able to produce products meeting the specification.

Type approval *

Type approval is the decision by the proper authority (the customer himself or his nominee)
that a particular manufacturer can be considered to be able to produce in reasonable quantities
the type meeting the specification.

* As this Recommendation only covers type tests, these definitions are included solely for information.
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3.13

3.14

4.2

10—

Essais d’acceptation *

Les essais d’acceptation sont les essais effectués pour décider de I’acceptation d’une fourniture

par accord entre le fabricant et le client.

L’accord couvrira:
a) la taille de I’échantillon;
b) le choix des essais;

¢) la mesure dans laquelle les spécimens essayés devront étre conformes aux exigences des essais

choisis dans la spécification.

Note. — En cas de désaccord sur les résultats d’essais, les méthodes d’essais normalisées de la CE
pour les essais d’acceptation.

AN

1 seront utilisées

Fnl H ¥ it * P V% Y] P b3
Lo UHT LUTTUIC R JuouTIit uiivurn

Les essais de contrble de fabrication sont les essais effectués
que ses produits satisfont a la spécification.

Classification en catégories

our s’assurer

Les condensateurs couverts par la présente recommagdation sonkeldssés wn catégoties conformé-

ment aux régles générales données dans la Publication 68 de

Les catégories préférentielles avec les plages de(températur,

de longue durée de chaleur humide so;t(@xs iyantes Z\

S

Catégorie age de Chalgur humide,
températies ngue durée

orr

56 jours
56 jours
56 jours
21 jours
21 jours

4 jours

dantes et les dyrées de I’essai

s E de valeurs
résistances et

£

1 +ald " 1 1 1 Aaobrnale—saon
S TUIVIOATIVUDS TIUTTTITCINADY S Ich \JLLIJLLULL\J TIUTTITITICLING U ITIN

Pour les condensateurs dont| Pour les condensateurs
la capacité nominale est dont la capacité nominale
supérieure ou égale a 10 pF est inférieure 4 10 pF

4+ 1% +0,1 pF
+ 2% --0,25 pF
4+ 5% +0,5 pF
+10% +1.0 pF
209

* Cette recommandation ne concernant que les essais de type, ces définitions ne sont données qu’a titre d’information.
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3.14

4.2

6.

11—

Acceptance tests *
Acceptance tests are tests carried out to determine the acceptability of a consignment on the
basis of an agreement between customer and manufacturer.
The agreement shall cover:
a) the sample size;
b) the selection of tests;

¢) the extent to which the test specimens shall conform to the requirements for the selected
tests of the specification.

Note. — In cases of divergent test results, the I E C standard test methods shall be used for acceptance tests.

Factory tests * VAN

Factory tests are those tests carried out by the manufacturer to verif
the gpecification.

s meet

Classification into categories

The |capacitors covered by this Recommendation are classifie to the

general rules given in I E C Publication 68.

The [preferred categories with the appropriate temperature~xangesiandithe durations of the long

term| damp heat test are: /@ {\
()
5 0,

Category Tempera me\'aax Di npwwrm
° Q&Q \/56 days
56 days

56 days
21 days
21 days

4 days

O

rated capacitance shall conform with the E-series of preferred
valu i i icdtion 63, Preferred Number Series for Resistors and Capgcitors:

Tole

e ot < N | 41a 4ol i
LTV OLAIIVAINT TUINTATIVU S UIH TV TAlULl \/uPCL\/ll«ull\/\/ v,

For capacitors with For capacitors with
a rated capacitance of not | a rated capacitance of less

less than 10 pF than 10 pF
+ 1% 4+0.1 pF
+ 2% --0.25 pF
+ 5% +0.5 pF
4-10% +1.0 pF
4209

* As this Recommendation only covers type tests, these definitions are included solely for information.
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Valeurs normales du coefficient de température

Les valeurs normales du coefficient de température pour les condensateurs de Types 1A et
1B et leurs tolérances associées sont données dans le tableau suivant en millioniémes par degré

Celstius.
Tolérance sur le coefficient de température
Valeurs normales du coefficient
de température
Capacité nominale (C)
Type
Valeurs 1A C>20pF | 10pF<C<20pF
Valeurs
lcbuuuuaudéco recoll_lllr(:lralndées T
ype
B — C>20pF

+ 100 + 15

- 33 - 15

0 + 15

— 33 + 15
— 47 -+ 15

— 75 + 1
— 150 + A5 40

—220 -- (20 40

—330 N 25 60
— 470 +\3 90
~ 750 60 +250/ —120
—1500 + R0 250/ —-250

peNC: 140 et  — 870
D: 250 et — 1750

Les coefficients de température ponglescondensateurs de Types 1C et 1D doive
; $s (Enunillioni®mes parydegré Celsius):

nt Etre compris

600 V.

onnée dans la
500V qui sont

9. Marquage
9.1 Le marquage des indications suivantes, dans ordre d’importance indiqué ci-aprés est requis:
a) Capacité nominale.
b) Tension nominale.
¢) Coeflicient de température et tolérance associée.
d) Tolérance sur la capacité nominale.
e) Nom du fabricant ou marque de fabrique.
f) Catégorie climatique.
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Standard temperature coefficients

The standard temperature coeflicients for Types 1A and 1B and the associated tolerances are
given in the following tables in parts per million per Celsius degree.

Tolerances on temperature coefficient
Standard temperature
coefficient o
Rated capacitance (C)
lege C>20pF | 10pF<C<20pF | C<10pF
Preferred Non-preferred
values values — )
Type
1B
-+ 100
-4+ 33
0
— 33
— 47
— 75
— 150
—220
—330
— 470
— 750 4250/ —120
—1500 +250/ —250

The temperature coefficients (i
Wl be within the follpwing limits

er Celsius degree) of Type 1C

nd —870

and 1D

V.

endation
the R10

1\1 " ]
1alrhillg

The following marking information, in the order of importance given below is required:

a)
b)
¢)
d)
e)

1)

Rated capacitance.

Rated voltage.

Temperature coefficient and its tolerances.

Tolerance on capacitance value

Manufacturer’s name or trade mark.

Indication of the appropriate category.
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g) Semaine (ou mois) et année de fabrication (éventuellement sous forme codifiée).

h) Désignation de type du fabricant.

i) Référence a la présente recommandation et/ou & la spécification nationale relative au

condensateur.

9.2 Le condensateur doit porter lisiblement les informations a) et ) et le plus possible des informations

données au paragraphe 9.1 considérées comme utiles.

9.3 L’emballage du ou des condensateurs doit porter lisiblement toutes les informations énumérées
ci~dessus.

9.4 Tout marquage supplémentaire doit &tre cffectué de telle sorte qu’it ne puisse y avoir aucune
confusion.

SECTION DEUX — REGLES GENERALES ET METHOD

10. Essais de type

10.1| La présente recommandation ne s’applique qu’a la procs

et type. Lorsqu’il est spécifi
différentes procédures d’essai,

10.2

10.

11. Programme des essais de type

nque de subdiviser le lot en

e type.

ype considéré.

éntre clight et fabricant

une séquence
ues nominales
fractions pour
[l composants.

i est, en effet,

ndation, peuvent

es échantillons
Epond toujours

Hes défauts de
éfauts de fabri-

aragraphe 11.2
ux stocks.

11.1  Tous les condensateurs sont soumis aux essais suivants, dans 'ordre indiqué ci-aprés:

Essai Article
Examen visuel 13
Rigidité diélectrique 14.1
Capacité 14.2
Tangente de I’angle de pertes 14.3
Résistance d’isolement 14.4
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9.2

9.3

9.4

SECTION TWO — GENERAL REQUIREMENTS FOR TESTS AND MEAS

10.
10.1

10.2

10.3

— 15—

g) Week (or month) and year of manufacture. This may be in code form.

h) Manufacturer’s type designation.

i) Reference to this Recommendation and/or to the national specification appropriate to the

capacitor.

The capacitor shall be clearly marked with the items a) and &) and as many as possible of the

items given in Sub-clause 9.1 as are considered useful.

The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked with all the information listed

above.

Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.

Type|tests
This [Recommendation covers procedures for type tests only.

The samples shall be representative of the range of values of

The gppropriate number of specimens to be tested shall b
supplier (see Note).

The pumber of specimens shall be so chosen that
not lgss than five of a particular value,

IODS

customgr and

all be
at the

lot shall be subdivised into parts for n not
less than five specimens.

This |Recommendation does not speci dered
to bd the prerogative of the authority

Note. / this Recommendation may be submitted to thdse tests
Som urrent
prod ation.
Faily r may
mere

Any< y part
of th

Scheflule for type tests

All the capacitors shall be subjected to the following tests in the order stated below:

Test Clause
Visual examination 13
Voltage proof 14.1
Capacitance 14.2
Tangent of the loss angle 14.3
Insulation resistance 14.4
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16—

Les condensateurs sont alors répartis en quatre lots.

Tous les condensateurs de chaque lot doivent subir les essais suivants dans Iordre indiqué

ci-aprés:

2+ Un tiret (—) signifie que I'essai n’est pas applicable.

Degré de sévérité Article
Fssal de cette
ssai
recomman-
55/125/56 | 55/085/56 | 40/100/56 | 55/085/21 | 10/070/21 | 10/070/04 |  dation
Premier lot
Robustesse des sorties [La moitié des X X X X X X 15
Soudure | échantitlons X X X X X X 16
Variations rapides de température) L’autre moitié Na Na Na Na A~ > — 17
Viibrations des Fbiv | Fb IV | Fb1V | Fb — -1~ 18
Secousses échantillons X X X K 19
S¢quence climatique 20
Chaleur séche B III BV BIV B B-XI \B? 20.2
Chaleur humide (essai accéléré)
premier cycle Tous les DIV DIV v \'% \" -+ 20.3
Froid échantillons A1V A1V AY A AV A VIIL 204
Basse pression atmosphérique MIV | M I§<\MI\ v v -+ 20.5
Chaleur humide (essai accéléré)
cycles restants DIV Wﬁv\* DV VDV 4 20.6
_ | K \_j\ N
Deuxiéme lot & X
Chaleur humide (essai de longue durée)@ 1V c\v j\L/ CV CcV CIVI 21
Tyoisieme lot
(oefficient de température X X X X k 14.5
Stabilité de courte duré 5 X X X X X K 14.6
Charge xy/ X X X X K 14.7
N ~
Quatrieme lo
Endurance< > X X X X X K 22
N

as, I'essai de froid

uises sont fixées a

3. — Les autres indications sont conformes & celles de la Publication 68 de la CEl.

12. Conditions normales d’essai

12.1

normales d’essai spécifiées dans la Publication 68 de la CEI.

Sauf spécification contraire, tous les essais doivent &tre effectués dans les conditions atmosphériques

Avant les mesures, les condensateurs doivent étre stockés a la température de mesure pendant un
temps suffisant pour leur permettre d’atteindre en tous leurs points cette température.
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11.2  The capacitors shall then be divided into four lots.

All capacitors in each lot shall undergo the following tests in the order stated hereafter:

Degree of severity Clause
Tost of this
Recom-
55/125/56 | 55/085/56 | 40/100/56 | 55/085/21 | 10/070/21 | 10/070/04 | mendation
First lot
Robustness of terminations 1 Half of the X X X X X X 15
Soldering f samples X X X X X X 16
Rapid change of femp \ Na Na, Na Na — > 7
Vibration } :f”‘er “a‘l’ LT EoIv | FoIv | Fbiv | Fb1v | —A[] — 18
Bumping 1€ Samples X X X X 19
Climatic sefjuence 0
Dry heat] BIII BV BlV BY B\I B \2 2
Damp h¢at (accelerated) first
cycle All 1 DIV DIV DIV A\ \4 0.3
Cold samples A1V ATV AV ALYV | AL \NAV 0.4
Low air pressure MIV | MIV | M 1\< ! v — 0.5
Damp hgat (accelerated)
remaitfing cycles DIV | DIV /6%\3\&‘ Dy M — D0.6
N
Second lot \) BC X
Damp heaf (long term exposure) N 1V c\v )k/ CV CVI 21
Third lot
Temperature coefficient X X X X 14.5
Short terny stability test X 5 X X X X X 14.6
Loading X xy/ X X X X 14.7
N
Fourth lot Q
Endurancs X X X X X 22

In the sd
except betwe
period spec

¢ first\ot, an interval of not more than 3 days is permitted between any of these tests,
cle and cold. In this case, the cold test shall follow immediately after thg recovery

Notes 1. — % e q thavabove table indicates that the test procedure and the requirements are laid dowa in the

3. — The other indications are in accordance with those of IEC Publication 68.

12. Standard conditions for testing

12.1  Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under standard atmospheric conditions
for testing as specified in IEC Publication 68.

Before the measurements are made, the capacitors shall be stored at the measuring temperature
for a time sufficient to allow the entire capacitor to reach this temperature.
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Lorsque les mesures sont effectuées a4 une température différente de la température spécifiée,
les résultats doivent, si nécessaire, &tre ramenés a cette température. La température ambiante a
laquelle ont été effectuées les mesures doit é&tre mentionnée dans le procés-verbal d’essai.

Note. — Pendant les mesures, les condensateurs ne doivent pas &tre exposés aux courants d’air, au rayonnement
solaire direct ou a d’autres influences susceptibles de causer des crreurs.

12.2  Lorsque dans cette recommandation, il est question de séchage, les condensateurs doivent étre
conditionnés avant les mesures par un séjour de 96 +4 h dans un four sec a la température de
55 42 °C.
Dés la sortie de I’étude de conditionnement et jusqu’au début des essais spécifiés, le condensateur
doit &tre placé, pour refroidir, dans un dessiccateur contenant un déshydratant approprié, tel
que de 'alumine activée ou du silicagel.
AN
13. F.xamen visuel et vérification dimensionnelle
13.1  Les dimensions sont vérifiées et doivent satisfaire aux vale
13.0  L’examen visuel doit montrer que 1’état de la piéce, Le e KU t 1q fini sont satis-
faisants.
14. Essais électriques
14.1 Rigidité diélectrique
14.1.1 ni contournement ’essai suivant.
14.1.2 diquée ci-aprés est appliquée [pendant I min
eliées entre elles et le boitier (s’il est métalliqye) ou la feuille
aux condensateurs non isolés (par exemple condegsateurs peints).
Tension nominale Tension d’essai
U
4
A\ \%
<330 3 Uy
=330 LSU, 4500
14.1.3 Lorsque le boitier d’un condensateur isolé n’est pas métallique ou lorsque le condensateur a un
boitier métallique recouvert d’'un manchon isolant, une feuille métallique est enroulée et appliquée
étroitement autour du corps du condensateur jusqu’a une distance des sorties d’environ | mm
par kV de tension d’essai. La tension d’essai est appliquée entre cette feuille et les bornes reliées
entre elles.
14.1.4 Le montage utilisé pour I’essai doit &tre tel que la tension soit appliquée immédiatement a travers

la résistance interne de Pappareil d’essai.
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When measurements are made at a temperature other than the specified temperature, the results
shall, where necessary, be corrected to the specified temperature. The ambient temperature
during the measurements shall be stated in the test report.

Note. — During measurement the capacitors shall not be exposed to draughts, direct sun-rays or other influences
likely to cause error.

Where drying is called for in this Recommendation, the capacitors shall be conditioned before
measurement is made for 96 44 h in a dry oven at a temperature of 55 - 2 °C.

The capacitors shall then be allowed to cool in a desiccator using a suitable dessiccant, such as
activated alumina or silica-gel, and shall be kept therein from the time of removal from the oven
to the beginning of the specified tests.

ViSIJal examination and check of dimensions

The|dimensions shall be checked and they shall comply with the speci

The| condition, workmanship, marking and finish shall be sgfisfa fermined” by visual
examnination.

Eledtrical tests

Voltage proof
The| capacitor shall withstand without Bx asho he following test.

A djrect voltage of the value specified bel(@all ed consecutively for a period of|1 min:

a) | between termifati

b) | between mrmiatio i S st and the case (where metallic) or the wrapping of

the me

Thip test b) is ot applics sos€d-element non-insulated types (e.g. painted capgcitors).

\Iged voltage, Ug Test voltage
4
v A\
<330 3Ur
=330 1.5Ug --500

The non-metallic covering of an insulated capacitor shall have a metal foil closely wrapped around
the body of the capacitor to within a distance from the terminations equal to approximately 1 mm
per kV test voltage. The test voltage shall be applied between this foil and the terminations
connected together.

The circuit for this test shall be so chosen that the voltage is applied immediately through the
internal resistance of the test apparatus.
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14.2.1

14.2.2
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Le produit de cette résistance interne par la capacité nominale du condensateur en essai, augmentée

éventuellement de la capacité paralléle de Pappareil d’essai, ne doit pas étre supérieur a 1 s.

Le courant de charge du condensateur en essai ne doit pas excéder 0,05 A.

Un montage d’essai approprié est décrit en annexe.

Capacité

La valeur de la capacité doit correspondre a la capacité nominale, compte tenu de la tolérance.

Note. — Pour les condensateurs de capacité nominale inférieure & 10 pF, la méthode de mesure et Pintérprétation
des résultats doit faire I'objet d’un accord entre le client et le fabricant.

La capacité est mesurée et, s'il y a lieu, la valeur trouvée est ramenée a la température de 20 °C
par le calcul en utilisant le coefficient de température nominal. AN

14.3
14.3.

14.3

14.4

14.411

La fréquence de mesure est 1 MHz 4209,

La tension appliquée ne doit pas dépasser 5 V.
La méthode de mesure doit &tre telle que I’erreur n’excéde

a) pour les mesures absolues de capacité: 109, de | minale;

b) pour les mesures de variation de capacité: 10 ale spécifiée.

hode de mesure

104, C étant

ente de Pangle
sultats doivent

4,22 avec un

Ta résistance d’isolement ne doit pas &tre inférieure & 10 000 MQ):

144.2

a) entre les bornes du condensateur;

b) entre les bornes du condensateur reliées entre elles et le boitier (s’il est métallique) ou la feuille
métallique spécifiée au paragraphe 14.4.2 (si le condensateur est isolé). Cette essai b) n’est
pas applicable aux condensateurs non isolés (par exemple condensateurs peints).

Lorsque le boitier d’un condensateur isolé n’est pas métallique ou lorsqu’il est métallique mais
recouvert d’un manchon isolant, une feuille métallique est enroulée et appliquée étroitement
autour du corps du condensateur jusqu’a une distance des sorties d’environ 1 mm a 1,5 mm. La
tension de mesure est appliquée entre cette feuille et les bornes reliées entre elles.
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The product of the internal resistance and the rated capacitance value of the capacitor under test,

plus any parallel capacitance in the test apparatus, shall not exceed 1 s.

The charging current shall not exceed 0.05 A.

A suitable circuit for this test is given in the Appendix.

Capacitance

The capacitance value shall correspond with the rated capacitance, taking into account the tolerance.

Note. — For capacitors with a rated capacitance of less than 10 pF, the method of measurement and the interpreta-
tion of the results shall be agreed upon between customer and manufacturer.

The capacitance shall be measured, and corrected if necessary to 20 °C by calculation using the
nominal temperature coefficient.

The frequency used for measurement shall be | MHz --20%.
The applied voltage shall nét exceed 5 V.
The measuring method shall be such that the error does not e

a) for absolute capacitance measurement: 109 of the

b) for measurements of variation of capacitance: ecH maximum change of
capacitance.

Ngte. — When measurements are made before and aftgr
same in each case.

hall be the

~

ngent of the loss angle

T

150

— + Q) X
(C 1 3
—1 for capasitOys

oss angle
he results

with an

he \dnsulation/resistance shall be not less than 10 000 MQ:

a) between terminations of the capacitor;

b) between terminations connected together and the case (where metallic) or the wrapping
of metal foil (see Sub-clause 14.4.2). This measurement b) is not applicable to exposed-
element non-insulated types (e.g. painted capacitors).

The non-metallic covering of an insulated capacitor shall have a metal foil closely wrapped around
the body of the capacitor so as to leave a space of 1 mm to 1.5 mm between the edge of the foil
and each termination. The measuring voltage shall be applied between the terminations connected
together and the metal foil.
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14.4.3 Avant la mesure de la résistance d’isolement le condensateur doit &tre complétement décharge.

14.5
14.5.ft

14.5]

14.53

14.5

La résistance d’isolement doit 8tre mesurée sous une tension continue de la valeur indiquée ci-aprés:

Tension nominale | Tension de mesure
Ur
v \'
Ur< 100 104 1
100 < Ur<<500 100415
Ur =500 500--50

1Cet 1D.

Les condensateurs sont séché

a) 15°C a35°C;
b) température inimale de
¢)

§ du condensateur 4 I'appareil de mesure, pour toutes les mesures.

t mais immé-
stance interne

respondre au
condensateurs
urs des Types

h température)
agraphe 14.5.3
pnditions élec-

lle ne différent
ure.

bacité entre les

14.5.5

La température de Ja chambre au moment de chaque mesurc de capacité doit ctre enregistrée,

sa mesure étant effectuée a 0,5 deg C pres.

Note. — Pour des capacités de valeur si faible que la méthode normale de mesure n’est pas suffisamment précise,

il peut étre nécessaire d’utiliser une fréquence de mesure supérieure.

Le coefficient de température moyen doit &tre calculé a partir de la formule suiv

. . 4C
Coefficient de température moyen (en millioni¢mes par degré Celsius) = —— X

dans laquelle:

AC est la différence entre la valeur de la capacité a la température d’essai et

ante:

108

C
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14.4.3 Before the measurement of the insulation resistance the capacitor shall be fully discharged.

14.5
14.5.1

14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.5.5

The insulation resistance shall be measured with a direct voltage equal to:

Rated voltage Measuring voltage
Ur
Vv v
Ur< 100 10 1
100 < Ur <500 100--15
Ur =500 500--50

Th‘, £ - v =z, S 2 5+ S e SISt are

that period. The voltage shall not be applied gradually but shall be appli¢
the internal resistance of the test apparatus. The product of this interp?
capacitance value of the capacitor under test shall not exceed 1 s.

Tenperature coefficient

lindits (1C and 1D).

Thie capacitors shall be dried (see Sub-slausg

Thie capacitors shall be maintained af\ ) i peratures in turn:
a)| 15°Cto 35 °C,;

b)| lower category temperature
¢)| 15°Cto35°C;
d)| upper categor
This cycle shall b
Cq pacitance<>

9
red

—

C

Tl
cdp:

ca e measuring apparatus.

ETreme cauti hall be taken in maintaining constant capacitance between leads f]

equipiment to ¥apacitors for all measurements.

The temperature coefficient determined as described below st{all Carrespdwith'the rated f
ture coefficient, taking into account its tolerance (Typ and ie withifi the app

the end of

through
grated

empera-
ropriate

of Sub-
bitor has

dings of
ht which

Fom test

The temperature of the chamber at the time of each capacitance measurement shall be recorded.

The measurement of temperature shall be accurate to 0.5 deg C.

Note. — For capacitance values so low that the standard method is not accurate enough, it may be necessary to

use a higher measuring frequency.

The average temperature coefficient shall be computed from the following formula:

aC
Average temperature coefficient in parts per million per Celsius degree = At X 108

where:

AC is the difference between the capacitance value at the test temperature and C
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C est la valeur de la capacité en a) pour calculer le coefficient de température pour des
températures entre 20 °C et la température minimale de catégorie ou la valeur de la capa-
cité en e) pour calculer le coefficient de température pour des températures entre 20 °C
et la température maximale de catégorie

At est la différence en degrés Celsius entre la température d’essai et la température @) ou ¢)
selon le cas.
14.6  Stabilité de courte durée (si requis)

Cet essai n’est effectué qu’apres accord entre le client et le fabricant.

14.6.1 Pour les condensateurs des Types 1A, 1B et 1C dont la capacité nominale n’excéde pas 1000 pF
seulement, les variations rapides de capacité observées dans les COlldlth paragraphe 14.6.2
TIC (OIVENt Pas CXCEUer Ul (X TiHieTe.

14.6.2 ¢ édu circuit
ique égale a la
vleur efficace)
c de 10 min,
hble de fagon
14.7

btte spécifica-
étre effectué

dans les conditio par le client

et le fabricant]

15.

ublication 68

5.1

- Condensateurs a sortie par fils: voir le tableau ci-aprés.

Surface de la section du fil Diamétre du fil rond Charge
correspondant
N
A en mm? d en mm

A<0,07 d<0,3 2,5
0,07<<A4<0,2 0,3<d<0,5 5
0,2<<4<0,5 0,5<d<0,8 10
A>0,5 d>0,8 20
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C s the capacitance value at a) for computing the temperature coefficient for temperatures
between 20 °C and the lower category temperature and C is the capacitance value at e)
for computing the temperature coefficient for temperatures between 20 °C and the upper

category temperatures

At is the difference in Celsius degrees between the test temperature and the temperature

a) or ¢), as appropriate.

Short-term stability (where required)

This test shall be carried out when agreed upon between customer and manufacturer.

For capacitors Type 1A, 1B and 1C with a rated capacitance not exceeding 1 000 pF only, the
abrupt changes in capacitance value observed under the conditions of Sub-clause 14.6.2 shall

not exceed one part in 10 000.

Loading (where required)

dnd ratings as agreg

wsed with appreciable r.f. current) the
veen, ¢

ISEQMeEr

o — e
1)
iy
=
=
jnd
o
—
o
Ll
o
=
<
=}
=
=
o
=3
o
@}
)
-
=
o
o
&5
o]
&
o
o8
=%
g
o
=
a.
o
=
IS
=
o
=
=3
oo
=
=
=]
ae
e
o
o
<}
o
=,

manufacturer.

The capacitor shall be connected to form the main capacitance pag

ted to the procedure of tests Ua, Ub, Uc and Ud of

rcuit of a

i ?equal to

oscillator

o produce
ing period.

cation and
nperatures

EC Publi-

Cross-sectional area Corresponding diameter Load

of the wire of round wire

N
A in mm? d in mm

A<0.07 d<0.3 2.5
0.07<<A4<0.2 0.3<d<0.5 5
0.2<A4<0.5 0.5<d<0.8 10
A>0.5 d>0.8 20
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Essai Ub: Pliage (la moitié des sorties)

On effectue deux pliages consécutifs.

Essai Uc: Torsion (I’autre moitié des sorties)

On effectue deux rotations successives de 180°.
Essai Ud: Couple (pour sorties a bornes filetées)

Examen visuel

Aprés chacun de ces essais, le condensateur est examiné visuellement. 1l ne doit
de dommage visible.

pas présenter

Soudure

immergées jusqu’a un point distant de 3,5 1
condensateur.

Lorsque la méthode du bain dé
appliquée et ce, avec un fer de T

A la fin de I’épreuve de soudure, les
présenter de domufia ist

La va
0,5%

17.4

18.

18.1

El, Méthode

ipprimés sont

du corps du

der doit étre

e doivent pas

t pas excéder

CEI pendant

nter de dom-

- aame—visible:

Les condensateurs sont soumis a 1’essai de rigidité diélectrique conforme au paragraphe 14.1.

La capacité est alors mesurée. La variation de capacité par rapport a la valeur mesurée au para-

graphe 17.1 ne doit pas dépasser 0,5% ou 0,5 pF, la plus grande de ces deux valeurs.

Vibrations

Les condensateurs sont soumis aux conditions de I'essai F de Ia Publication 68 de la
tenu du degré de sévérité applicable (voir le tableau au paragraphe 11.2).

CEl, compte
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16.
16.1

16.2

16.2.1

16.2.2

16.3

16.4

17.
17.1

17.2

17.3

17.4

18.

18.1

Tes

Tes

Tes
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t Ub: Bending (half of the terminations)

Two consecutive bends shall be applied.

t Uc: Torsion (other half of the terminations)

Two successive rotations of 180° shall be applied.

t Ud: Torque (for nuts and threaded terminations)

Visual examination

After each of these tests, the capacitors shall be visually examined. There shall be no visible

damage.

Solflering

Th¢ capacitors shall be dried (see Sub-clause 12.2) and the capacitance's

The¢ capacitors shall be subjected to the procedure of test T er Bath
Method (if appropriate) with the following deviations.

The¢ wire terminations stated by the manufacturer to € } ng shall
be

Where the solder bath method is not h solde-
ring iron size A.

Aft age and
the

h 4nd 1 h after immersion in the solder b

» value measured in Sub-clause 16.1 shall no

Afl|er fecovery,

he capacitors shall be visually examined. There shall be no visible dam|

ath.

- exceed

age.

The capacitors shall be subjected to the voltage proof in accordance with Sub-clause 14.1.

The capacitance shall then be measured. The change of capacitance compared with the value
measured in Sub-clause 17.1 shall not exceed 4-0.5% or 0.5 pF, whichever is the greater.

Vibration

The capacitors shall be subjected to the procedure of test F of TEC Publication 68, using the
appropriate degree of severity (see table in Sub-clause 11.2).
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18.2 Aprés P’essai, le condensateur est examiné visuellement et ne doit pas présenter de dommage
s £

visible.
19. Secousses
A T'étude.
20. Séquence climatique

Voir Publication 68-1 de la CEI, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique
applicables aux matériels électroniques et a leurs composants, premiére partie: Généralités,
paragraphe 5.1.

20.1 Mesures initiales VAN

La capacité des condensateurs est mesurée.

20.2 Chaleur séche
Les condensateurs sont soumis au conditions de }’esy : ublisation (68 de la CEI,
compte tenu du degré de sévérité applicable.

20.3| Chaleur humide (essai accéléré) premier cycle

20.3f1 ns de ’essai D

20.3p2
204 Froid
20.4)1 Les condensatel i é QS £ a CEI, compte

20.4]2 AprésAoprise enter de dom-
magl .

20.5

20.5 s de lessai M

le tableau du

20.5 tué a une température comprise entre 15 °C et 35 °C.

I’épreuve et sa sévérité sont:

— Calégories —/—/50 7 [ 1T 4 85 mbar.
— Catégories —/—/21: 1 min a 2 min a 85 mbar.

20.5.3 Lorsque les condensateurs sont & basse pression, une tension continue est appliquée aux bornes
des condensateurs dans les conditions suivantes.
— Catégorie —/—/56: pendant les 5 derniéres minutes de la période de 1 h.
— Catégorie —/—/21: pendant 1 min 4 2 min dés que la pression de 85 mbar a été atteinte.
Lorsque le condensateur a un boitier métallique et que le boitier n’est pas une des bornes, la

tension est appliquée pour une moitié du lot entre les bornes, pour 'autre moitié du lot entre les
bornes relies entre elles et le boitier.


https://iecnorm.com/api/?name=c2b8bf6d14637126346f543f0aec1be7

18.2

19.

20.

20.1

20.2

20.3
20.3.1

20.3.2

204
204.1

204.2

20.5
20.5.1

20.5.2

20.5.3

—29__

After the test, the capacitor shall be visually examined. There shall be no visible damage.

Bumping

Under consideration.

Climatic sequence

See 1 E C Publication 68-1, Basic Environmental Testing Procedures for Electronic Components

and Electronic Equipment, Part 1: General, Sub-clause 5.1.

Initial_measurements.

The capacitance of the capacitors shall be measured.

Dny heat
The capacitors shall be subjected to the procedure of Test
th¢ appropriate degree of severity.
Ddmp heat (accelerated) first cycle

THe capacitors other than those of categories —/
of |I E C Publication 68 for one cycle

Cd

Th
ap

Af

58, using

f Test D

ising the

hage.

e of Test
1se 11.2).

—  LCAlCgorics —/—/00, 1 D 4l 85 mbdl.

— Categories —/—/21: 1 min to 2 min at 85 mbar.

While still at the specified low pressure, a direct voltage shall be applied to the terminations of the

capacitors.

Categories —/—/56: during the last 5 min of the 1 h period.

Categories —/—/21: during 1 min to 2 min, immediately after achieving the pressure of 85 mbar.

Where the capacitor has a metallic case and the case is not one of the terminations, half the lot
shall have the voltage applied between terminations and half the lot shall have the voltage applied

between terminations connected together and the case.
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La tension d’essai dépendra de la construction du condensateur et sa valeur doit faire I’objet

d’un accord entre client et fabricant.

pas présenter de dom-

et la résistance
ées.

20.5.4 Pendant et aprés cet essai, il ne doit se produire ni perforation, ni contournement, ni déformation
nuisible du boitier.
20.6  Chaleur humide (essai accéléré) cycles restants
Les condensateurs sont soumis aux conditions de I’essai D de la Publication 68 dela CEI
pendant un nombre de cycles de 24 h donné par le tableau suivant:
Catégories Nombre de cycles
[N
—[—]56 5
—[—/21 1
—/—/04 Aucun <
20.7| Mesures finales
20.7.1 Aprés reprise, les condensateurs sont examinés visue
mage visible et le marquage doit &tre lisible.
20.7.R
20.7.B

La résistance d’isolein

tions swivantess

Catégori Résistance d’isolement
atégories MQ

—[—=/56 =10 000
—/—/21 > 5000

t pas dépasser

¢ température

hu paragraphe

surée comme spécifiée au paragraphe 14.4 doit satisfgire aux condi-

21.

21.1

21.2

Chaleur humide (essai de longue durée)

Les condensateurs sont soumis aux conditions de P’essai C de la Publication 68 de la CEI,

compte tenu du degré de sévérité applicable.

Pendant la totalité de I'épreuve:

—  Une moitié du lot est soumise 2 la tension nominale.

— L’autre moitié du lot n’est soumise & aucune tension.
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21.
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The test voltage will depend on the construction of the capacitor and its value shall be agreed
upon between the customer and the manufacturer.

During and after this test, there shall be no sign of breakdown, flashover or harmful deformation
of the case.

" Damp heat (accelerated) remaining cycles

The capacitors shall be subjected to the procedure of Test D of I E C Publication 68, for the
following number of cycles:

Categories Number of cycles
[N
—/—/56 5
—/—/21 1
—/—/04 None

Final yjneasurements

After frecovery, the capacitors shall be visually examined.
marking shall be legible.

d the

The cppacitance and the tangent of the loss angle
for thee categories —/—/56 and —/—/

tance

The change of capacitance compared withthe value

-lDa
Celsius-degree;

Sub-clause 20.1 shall not exceed:

— 2% of 2 pF, whicheve
cignt of — 1 500 par

d Yor capacitors with a temperature ¢oeffi-
— 1% or 1 pF, whicgheyer i cate Q

ot sxceed twice the value specified in Sub-clause 14.3.1.

The insulation
requitements:

specified in Sub-clause 14.4 shall fulfil the follpwing

. Insulation resistance
4 Categories MO
—/—/56 > 10 000
—/—=/21 > 5000

Damp heat (long term exposure)

The capacitors shall be subjected to the procedure of Test C of 1 E C Publication 68, using the
appropriate degree of severity.

During the whole period of the test:

— One half of the lot shall be subjected to a d.c. voltage equal to the rated voltage.
— One half of the lot shall carry no voltage.


https://iecnorm.com/api/?name=c2b8bf6d14637126346f543f0aec1be7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

